
21産 総 研 TODAY 2011-07

Research  Hotline　　

色素増感型太陽電池の新対極材料
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入所以来、一次元回折格子・
二次元回折格子・微小段差な
どのナノメートル標準試料の
校正技術の開発と供給に従事
してきました。今後も、産業
界のニーズを把握し、所内外
の関係者と協力しながら、標
準供給に努めていきます。

れまで過大評価となっていた項目を是正し、また
産総研計量標準総合センター旧応用統計研究室（現
粒子計測研究室）が開発した分散分析プログラム

（AIST-ANOVA）[6]を新たに用いることにより、こ
れまでより一桁小さな不確かさ（数十ピコメート
ルオーダー）を得ることができました[7]。また産総
研は、ドイツの国家計量標準機関である物理工学
研究所（PTB）との間で、それぞれが保有する測長
AFMを用いて、ピッチ比較測定を行い、図のよう
に良好な結果を得ました[8]。本比較測定結果をも
とに今回、産総研は、ピッチ校正サービスの範囲
を最小23ナノメートルまで拡張しました。

今後の展望
　産総研は、最小ピッチ23ナノメートルまでの標
準供給を行い、また測長AFMによる標準供給の
将来のニーズに対応して研究開発を進めていく予
定です。また、さらに小さなピッチ標準の確立を
目指してX線回折計の開発に取り組んでおり、近
い将来、より小さなピッチにおいても、高スルー
プット校正サービスを提供できるようになる予定
です。

一次元回折格子のピッチ校正範囲を拡張
最小23 nmピッチまで

開発の社会的背景
　一次元回折格子（グレーティング）は、半導体製
造現場で用いられる検査装置の倍率校正用参照標
準として、最も重要なものの一つです。産総研で
はこれまで、測長原子間力顕微鏡（測長AFM）[1][2]

を開発し、この装置を用いて、一次元回折格子の
ピッチ校正サービス（最小ピッチ：50ナノメート
ル）を行ってきました。また産総研は、日本品質保
証機構（JQA）と協力して、深紫外レーザー回折計

（最小ピッチ：97ナノメートル）を開発しました[3]。
JQAは現在、計量法校正事業者登録制度（JCSS）に
基づくピッチ校正サービスを、年間約200件から
300件、提供しています。しかし近年、半導体産業
分野においてデバイスの微細化が進展し、より小
さなピッチの校正サービスへの需要が高まってき
ました。

開発した技術
　産総研は、多層膜構造[4]からなる一次元回折格
子（ピッチ公称値：25ナノメートル、繰り返し：40
周期）を開発し、測長AFMでピッチ校正を行いま
した[5]。ピッチ校正の不確かさ評価において、こ
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図 2　(a) スケール領域 1 における比較測定結果の例  (b) スケール領域 2 における比較測定結果の例
マーカーはピッチ平均値でエラーバーは不確かさを示す。

写真　3.8×3.4 cm
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図 1　Si/SiO2 多層膜構造を貼り合せて作製した一次元回折格子 ( ピッチ公称値：25 ナノメートル、
繰り返し : 40 周期 ) の断面透過電子顕微鏡像




